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Odpowiedzi
na pytania oferentéw

dotyczy postepowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego mna dostawe
Elektrochemicznego Mikroskopu ze Skanujgcq Sondgq (SPM, Tunelowy oraz Sit Atomowych), zakup,
montaz, uruchomienie, instruktaz.

1. Czy Zamawiajacy wymaga konfokalnosci wiazki lasera pochodzacej ze spektrometru? Wiazka
konfokalna jest trudniejsza do uzyskania, ale zapewnia lepsza rozdzielczo$¢ i mniejszy poziom
SZUmMow.

Odp. Wymagany jest konfokalny mikroskop optyczny zintegrowany ze spektrometrem
ramanowskim.. Wymagania dotyczace mikroskopu zawarto w pkt. 3.3.5.7. Zamawiajacy wymaga
typowych mozliwosci pracy zaréwno z wiazka konfokalna, a takze nie w pelni konfokalna.

2. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na doprecyzowanie zapisow dotyczacych ogniskowania lasera
ramanowskiego na sondzie o maksymalny dopuszczalny rozmiar plamki lasera ponizej 0,3 um2
(mikrometra kwadratowego)? Oznacza to plamke lasera o Srednicy ok. 600 nm. Zapis taki
pozwolilby na ewentualne zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w kilku miejscach
zachowujac jednoczesnie ten bardzo istotny dla badan parametr. Rozmiar plamki lasera
powinien by¢ jednoczesnie widoczny i mozliwy do okreslenia za pomoca podgladu optycznego
pozwalajacego na spozycjonowanie tej plamki na sondzie.

Odp. Zamawiajacy nie narzuca konkretnych rozwigzan, gdyz konkretne rozwigzanie musi
spetnia¢ warunki zwiazane z integracja AFM-Raman. Niemniej urzadzenie musi pozwala¢ na
optymalizacje ogniskowania na sondzie z rzeczywistym krokiem znacznie mniejszym od
$rednicy wigzki laserowej umozliwiajacym systematyczne przesuwanie po ostrzu sondy.
Rozwiazanie, w ktérych optymalizacja bedzie bazowata na przypadkowym znalezieniu
optymalnego ogniskowania nie bedzie uznane za spetniajace SIWZ. Rozwiazania musza by¢, co
najmniej rownowazne opisanym w pkt. 3.3.5.2, a cate rozwigzanie musi umozliwia¢ tryb
pomiarowy 3.3.1.12 oraz przejs¢, co najmniej testy wymienione w pkt. 3.4.3. Procedura odbiorcza
obejmuje jednakze sprawdzenie zgodnosci wszystkich wymagan zawartych w SIWZ, stad
w przypadku watpliwosci Zamawiajacy moze zada¢ wynikdw potwierdzajacych spelnianie
kazdego wymagania zawartego w SIWZ. Zamawiajacy wymaga podania opisu oferowanego
sprzetu wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposob, by Zamawiajacy byt
w stanie stwierdzi¢ czy zaoferowany sprzet spelnia wymagania okreslone w specyfikagiji.

Z tego wzgledu zadeklarowanie dopuszczalnego rozmiaru plamki nie jest wystarczajacym
parametrem dla Zamawiajacego potwierdzajacym spetnienie warunku integracji AFM-RAMAN
(np.plamka o pewnym okreslonym rozmiarze, ale oscylujaca ze wzgledu np. na przenoszenie si¢
drgan z systemu chiodzenia lasera moze w istocie zajmowac¢ znacznie wigkszy obszar niz
deklarowany). Niemniej w opisie oferowanego sprzetu powinny by¢ wyszczegoélnione parametry
techniczne umozliwiajace teoretyczng weryfikacje zastosowanych rozwigzan (np. apretura,
powigkszenie obiektywu, itd. lub doktadny opis rozwiazania) juz na poziomie oferty, a przed
praktycznymi testami odbiorczymi zdefiniowanymi w pkt. 3.4.3.

3. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na doprecyzowanie zapisu dotyczacego dlugosci fali lasera
uzywanego do detekcji wychylenia belki na co najmniej 800nm? Krotsza diugos¢ fali moze
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powodowaé¢ dodatkowy sygnat dla detektora spektrometru i przektamywac zaktamywac
otrzymane wyniki.

Odp. Warunek SIWZ dotyczacy integracji SPM-Raman wyklucza dopuszczenie rozwigzania
mogacego generowac powyzszy efekt.

Ze wzgledu na mozliwg rozbudowe spektrometru o dodatkowe typowe w badaniach
ramanowskich lasery wzbudzajace, wedlug Zamawiajacego mozna przyjac. ze dtugos¢ fali lasera
uzywanego do detekcji wychylenia belki powinna wynosi¢, co najmniej 850nm. Niemniej
podstawowym warunkiem jest wynikajaca z SIWZ integracja SPM-Raman wykluczajaca
dopuszczenie rozwigzania mogacego generowac powyzszy efekt. Stad, jezeli dostawca wykaze
np., Zze mniejsza o kilka nm diugos¢ fali lasera jest wystarczajaca, to rozwigzanie zostanie
zaakceptowane, jako spetniajace warunek integracji Raman-AFM.

4. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie obiektywu do skupiania wiazki lasera

spektrometru o mniejszym powiekszeniu niz 60x i NA ponizej 0,67 Prostszy obiektyw
pozwolilbym nam na zastosowanie tanszej wersji ukladu sprzezenia optycznego. Stabszy
obiektyw powodowatby jednak zwigkszenie plamki lasera, ostabienie sygnatu ramanowskiego
i spadek rozdzielczosci. Zastosowany ukiad nie pozwolilby tez na pdzniejsza wymiane tego
obiektywu na lepszy.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody. Wszystkie obiektywy maja by¢ dostarczone zgodnie
z wymaganiami SIWZ. Uklad sprzezenia optycznego AFM-Raman musi spetnia¢ swoja funkcje
mozliwie optymalnie, co wiaze si¢ z wlasciwym doborem obiektywu, aby rozwiazanie
umozliwiato tryb pomiarowy 3.3.1.12 oraz moglo przejs¢, co najmniej testy wymienione
w pkt. 3.4.3.

5. Czy uklad stuzacy do ogniskowania lasera spektrometru na ostrzu powinien by¢ w jakikolwiek

sposob zmotoryzowany lub zautomatyzowany tak, aby umozliwia¢ uzytkownikowi po wybraniu
w oprogramowaniu odpowiedniej opcji, samodzielne znalezienie wlasciwego punktu przez
uktad? W specyfikacji kilkukrotnie jest mowa o systemie zintegrowanym oraz o automatycznym
pomiarze, dlatego tez chcielibySmy doprecyzowaé, ktére elementy powinny by¢
zautomatyzowane, a ktdre moga byc¢ sterowane recznie, np. za pomoca precyzyjnych srub
mikrometrycznych badz sterownikéw obstugiwanych recznie. Poniewaz gtéwnym kryterium jest
cena, a kazdy ukltad zautomatyzowany podnosi ceng systemu, jest to bardzo istotne.
Odp. Zgodnie z odpowiedzig 7 z dnia 11 maja 2012 roku zamawiajacy uwaza catkowicie
zautomatyzowane rozwigzanie do ogniskowania na sondzie lasera spektrometru
z nanometryczna dokladnos$cia za rozwiazanie réwnowazne (pod warunkiem, Ze rzeczywiscie
bedzie spetniac¢ swojq funkcje). Pozostate rozwiazania musza by¢ zautomatyzowane w stopniu,
co najmniej odpowiadajacym opisanemu w pkt. 3.3.5.2, tzn. np. eliminujacym podczas
ogniskowania konieczno$¢ dotykania urzadzen znajdujacych si¢ na stole optycznym
z wibroizolacja i musza spelnia¢ swoja funkcje umozliwiajac optymalizacje ogniskowania na
sondzie lasera spektrometru.

6. Ze wzgledu na koniecznos¢ zogniskowania i ustawienia plamki lasera spektrometru na ostrzu
sondy, ktorej promien zaokraglenia wynosi kilkadziesiat nanometréw, uktfad
sprzezenia optycznego powinien umozliwia¢ wykonanie tego z rozdzielczo$cia rzeczywista
(wykluczajac rozdzielczos¢ elektroniczna, mikro-kroki, etc.) okoto 10 nm. Uktad ten powinien tez
mie¢ mozliwos¢ zweryfikowania prawidtowosci ustawienia tego punktu. Poniewaz jest to zbyt
duza dokltadnos¢ dla ukladu optycznego, ktdry powinien widzie¢ plamke lasera i umozliwic
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sprawdzenie jej rozmiaru, uktad powinien mie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tego punktu pod katem
uzyskanego wzmocnienia. Czy takie doprecyzowanie jest zgodne 2z wymaganiami
Zamawiajacego? Prosimy o dokltadniejsze opisanie wymogdéw stawianych takiemu uktadowi,
poniewaz bez dokladniejszego opisu mozliwe bedzie zaoferowanie ukladu o stabych
parametrach, ktéry bedzie w stanie spetni¢ wymogi testu akceptacyjnego, ale ogniskowanie moze
trwac nawet przez kilka godzin.

Odp. Zamawiajacy nie narzuca konkretnych rozwigzan. Niemniej urzadzenie musi pozwalac
na optymalizacje ogniskowania na sondzie z rzeczywistym krokiem znacznie mniejszym od
$rednicy wigzki laserowej umozliwiajacym systematyczne przesuwanie po ostrzu sondy.
Rozwigzanie, w ktérych optymalizacja bedzie bazowata na przypadkowym znalezieniu
optymalnego ogniskowania nie bedzie uznane za spetniajace SIWZ. Rozwiazania wymagajace od
operatora czasu poswigconego na ogniskowanie dtuzszego od kilku minut nie moga by¢ rowniez
uznane za spelniajace wymaganie SIWZ (nie spelniony warunek sprzezenia AFM-RAMAN).
Testy instalacyjne zawarte w pkt. 3.4.3. dotycza rowniez sprawdzenia dziatania uktadu
ogniskowania. Uktad umozliwiajacy optymalizacje ogniskowania z rozdzielczo$cia rzeczywistg
okoto 10nm z mozliwoscia zweryfikowania prawidlowosci ustawienia tego punktu zostanie
uznany z rOwnowazny, jezeli bedzie spetniat pozostate wymagania SIWZ.

7. Uktad w geometrii off-axis wymagany przez Zamawiajacego jest rozwigzaniem przestarzalym

i oferowanym przez firmy, ktére nie potrafia badz nie sq w stanie zrealizowac¢ uktadow w innej
geometrii. W publikacji "Nanoscale Chemical Imaging Using Top-Illumination Tip-Enhanced
Raman Spectroscopy" J. Stadler, T. Schmid, and R. Zenobi, Nano Letters (2010) opisana zostata
geometria, ktora chcemy zaoferowac i jej zalety w pordwnaniu z geometrig off-axis. Czy
w zwigzku z tym Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie ukladu w geometrii on-axis
(z dostepem $wiatta ze zbieraniem sygnatu od géry, nad sonda), o ile bedzie on realizowat
wszystkie funkcje wymagane od uktadu off-axis?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza jedynie rozwiazania uktadu pomiarowego w geometrii off-axis
z mozliwoscig optymalizacji efektu TERS. Komentarz i przykladowaq literature dotyczaca
poréwnania geometrii zawarliSmy w odpowiedzi na pytanie 13 z dnia 11 maja 2012 zadane przez
tego samego pytajacego, niemniej ze wzgledu na wielce uproszczona kategoryczng opinie
zawarta w pytaniu nalezy wspomnie¢, ze uklady pomiarowe w geometrii off-axis pozwalaja na
detekcje TERS nawet pojedynczych molekul, co wykazano w wielu publikacjach (doktadne
referencje mozna znalezé w publikacjach przegladowych dotyczacych TERS i stosowanych
w TERS technikach badawczych , np. , Tip-enhanced Raman Spectroscopy — Its status challenges
and future directions”, B.Yeo, J.Stadler, R.Zenobi, W.Zhang, Chem.Phys.Lett. 472 (2009) 1, lub
,,Raman spectroscopy of surfaces” , A.Kudelski, Surf. Sci. 603 (2009) 1328).

8. Czy, ze wzgledu na duzy stopienn skomplikowania systemu i zadane pytania, ktore moga miec
ogromny wplyw na ksztalt oferty, Zamawiajacy wyraza zgode na przesunigcie terminu sktadania
ofert o 3 tygodnie.

Odp. Odpowiedzi nie wnosza zadnych zmian do SIWZ, niemniej ze wzgledu na pézny termin
zadania pytan i ogloszenia odpowiedzi na pytania, zamawiajacy przesunal termin sktadania ofert
na dzien 4.06.2012 w celu umozliwienia zapoznania si¢ z nimi wszystkim zainteresowanym.

——  DOSTOSOWANIE POTENCJAtU BADAWCZEGO IMIM PAN DO WYMAGAN SWIATOWYCH STANDARDOW ——
KOMPLEMENTARNYCH BADAN W ZAKRESIE INZYNIERII MATERIALOWEJ

Instytut Metalurgii i Inzynierii Materialowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk + Ul Reymonta 25, 30-059 Krakéw, tel. +48 (12) 637 42 00, fax: +48 (12) 637 21 92

www.imim.pl

ie r AHanar ;e & A LE eiskie > i 1 - H Regionalne: rach ni - Theo . ina (vOsr — e
———=  Projecke wspatinansowany ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu (‘)[]ert\_-}[]lbf] Innowacyjna Gospodarka



